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Los Servicios Centrales de Apoyo ala Investigacion de la UJA (SCAI-UJA) tienen actualmente dos bajas de
técnicos, que provocan que los servicios de Microscopia Electronicay Difraccion de Rayos-X no puedan ser
atendidos actualmente en nuestra Universidad. Paratratar de paliar en lo posible este problemaimprevisto, y
mientras se resuel ven |os procesos de sustitucién siguiendo la via administrativa correspondiente, nuestra
universidad ha contactado con las Universidades de Granada'y de Méaaga, para que estos servicios puedan ser
utilizados por el personal investigador de la UJA con tratamiento totalmente analogo a del personal interno de
cada universidad, y, ademés, se ha generado un centro de gastos para sufragar el envio de las muestras hacia esos
servicios, que estara disponible através de |os negociados de apoyo de cada uno de los departamentos
interesados.
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